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CURSO: CALIBRACIÓN DE PIE DE REY, COMPARADORES Y   
  MICRÓMETROS  
  
 

Dirigido a profesionales, supervisores de calidad y técnicos dedicados a labores de mediciones de 

longitud y ángulo, calibración de pie de rey, comparadores y micrómetros. 

 

OBJETIVO 

Proporcionar información técnica y aplicación práctica de laboratorio acerca de la calibración de pie de 
rey, comparadores y micrómetros.   
 
Proporcionar información que permita a los participantes lograr los siguientes objetivos. 

a) Calibrar pies de rey, comparadores y micrómetros, usando bloques patrón de longitud  

b) Determinar del error de indicación de los pies de rey, comparadores y micrómetros 

c) Estimar la incertidumbre del error. 

 
 

CONTENIDO 

• Introducción 

• Historia y definición del metro 

• Metrología y metrología dimensional (MD)  

• Patrón nacional 

• Principales patrones del LLA-INACAL 

• Principales instrumentos de medición 

• Trazabilidad 

• Capacidad de medición y calibración (CMC) 

• Normas de referencia  

• Procedimiento de calibración de pie de rey  

• Procedimiento de calibración de comparadores 

• Procedimiento de calibración de micrómetros de exteriores 

• Aplicación práctica de calibración en el laboratorio 

• Preparación de hoja de cálculo  

• Determinar del error, estimación de la incertidumbre y presentación de resultados 
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METODOLOGIA 

El responsable del curso expondrá los contenidos teóricos pertinentes, acompañándolos de ejemplos 
reales que refuercen los contenidos promoviendo la discusión y la exposición de experiencias. 
 
Se realizará calibraciones reales en el laboratorio de dimensional y se desarrollaran trabajos a fin de que 
los participantes apliquen los conocimientos adquiridos y compartan criterios y experiencias. 

 

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN 

La evaluación se realizará mediante una ponderación teniendo en cuenta aspectos como presentación 
de trabajos y examen final.  
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Donde: 

T: Presentación de trabajos 

E: Examen final 

NF: Nota final 

 
 

Se considera aprobado cuando el alumno cumpla con los siguientes requisitos: 

• Haber obtenido una Nota Final mayor o igual a 14,00. 

• Haber asistido por lo menos al 80% de las clases. 
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EXPOSITOR  : Lic. Lili Jannet Carrasco Tuesta 

DURACIÓN  : 20 horas  

HORARIO  : 18h00 a 22h00 

COSTO  : S/. 1391,30 incluido el IGV 

LUGAR : INACAL – Calle La Prosa 150 – San Borja 

INFORMES  : 640 8820 - Anx. 1204 dde@inacal.gob.pe 

N° PARTICIPANTES MÍNIMOS:  6 participantes 
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